Technick& podminka:

IV. Odavodn éni vymezeni technickych podminek

c) ZVZ

podle § 156 odst. 1 pism.

Odavodn énf

Cast 1 ve fejné zakazky —
spektrometru na pracov

Upgrade stavajiciho  FTIR

i5ti NTC-TTP

a p FisluSenstvi

V8echny niZze uveden
dily a software mus
byt kompatibilni a pl&

funkéni se stavajicim

FTIR spektrometren
na pracovisti NTCH
TTP -  npavilva

pracovist je mozna

é
i

Pro splnéni projektu je tfeba aby doplfiované soucasti plné fungovaly

| o P
ve spojeni se stavajicim spektrometrem.

HeNe laser dd

spektrometru

Vnitfni laser pro zajiSténi funkénosti FTIR spektrometru v nasledujicich
letech.

Motorizované filtrové

kolecko s neutraln
filtry - Ctyfi
motorizovaneé,
softwarow fizené

pozice, neutrdlni filtry
30%, 10%, 3%
prazdna pozice

Motorizované filtrové
kolecko s barevnym
filtry, Sest

P

q

motorizovanych pozi¢

(2x3)

motorizovane,
pocitatem fizené, se
tiemi optickymi filtry:
cerveny (propustnog
v oblasti 15700 — 900
cm?, blokuje vySSi
vinoéty nez 15798 cim
1), modry (propustnos
23000 — 16000 cih
blokuje niz8i vindty
nez 15798 ci) a
druhy modry
(propustnost 26000
22000 crit, blokuje

filtra,

A

DoplAujici vnitfni sou€asti spektrometru pro umoznéni automatizace
mérfeni ve VIS — NIR oblasti spektra.

—

—t

niz§i  vina@gty nez




15798 crif)

Upgrade softwaru n
nejnowjsi  verzi -
funguijici pod

Windows 7 prof.

Nastavec - integtai
sféra pro ré&eni
difuzni  (rozptylené
odrazivosti a
propustnosti pevnyc
vzorka

integra&ni  sféra
pro infratervenou
oblast se zlatyn
difuznim
povrchem
zabudovanym
MCT detektorem

a

pro neieni
odrazivosti S€
vzorky pokladaji
shora na nastave
mé&fenou  stranoy
doli — vhodné prg
vzorky o velikosti
v rozsahu
minimalre  20-50
mm

A
Aktualizace softwaru je tfeba pro fungovani v nasledujicich letech a

umoZznéni automatizace pracovisté. Na naSem pracovisti je pouzivan
operacni systém Windows.

Integraéni sféra je nutna pro méreni absolutni hodnoty difuzni (rozptylené)
odrazivosti a propustnosti materiald. Toto méfeni bude pouzivano pro stanoveni
emisivity nevylesténych povrchi (vzork( prakticky pouzivanych materiald v

hpramyslu) za pokojové teploty a absorptivity materiald pro lasery na rliznych
vinovych délkach.

I Spektrometr pracuje v infracervené oblasti spektra a zlato je nejlepSi material pro
vnitfni povrch integraéni sféry v této oblasti spektra. Zabudovany detektor zaruéuje
kvalitni a opakovatelné méreni. MCT detektor ma nejlepsi citlivost v daném
spektralnim rozsahu.

%ro pevné vzorky pramyslové pouzivanych material( je idealni

' pokladani vzorkd shora na nastavec, aby nemusely byt pfilis
opracovavany. PoZzadovana velikost vzorkl odpovida nejbéznéjsim
vzorkam v naSi laboratofi.

meétfeni odrazivost
pii Uhlu dopadu 8¢
od kolmice

Uhel 8°je standardni Gihel pro m &Feni odrazu blizkému norméalovému
odrazu.

spektralni  rozsal
sféry a detektort
minimalné 5000 —
500 cni*

A
I
Uvedeny rozsah odpovida méficimu rozsahu spektrometru v infracervené oblasti.

nastavec uprave
pro pouZziti ve
stavajicim

n
Nastavec musi byt pfipraven pro pouziti ve stavajicim spektrometru, aby ho nebylo
nutno nijak upravovat. Okamzita pouzitelnost nastavce po dodani.

spektrometru




upevrén na
standardni

podloZce pra
piisluSenstvi, ktera
se vklada dqg

vzorkového
prostoru;  osazen
konektor pro

pripojeni detektory
do spektrometru

o obsahuje
referegni difuzni| Referencni vzorek je potfeba pro méreni odrazivosti. Zlato je nejvice odrazivy
Zlaty vzorek material v této oblasti spektra.

- Néstavec pro #teni ] i i e . o
Ghlové spekularnj Tento nastavec je vhodny pro méfeni absolutni hodnoty spekulérni (pfimé)

(pfimé) odrazivosti ve odrazivos,ti mgt.er.iélﬁ S hvlavdk,)’/m rovn)’/mo povrcvhem. Toto méani,bude pouzivano pro
vedni infra .| stanoveni emisivity vylesténych povrchd (napf. skla) za pokojové teploty a

ste ni Infraervene absorptivity materidld pro lasery na riznych vinovych délkach. Toto méfeni bude

oblasti mozno provadét pro rizné uhly — ziskame thlové zavislosti emisivity.

O nastavitelny Uhe
dopadu minimala
vrozsahu 30-80
(nastaveni Uhluy Odpovida bézné méfenym hodnotam.
stai ruené, mozno
i motorizované)

o spektralni rozsah
minimalng  10000| Uvedeny rozsah odpovida méficimu rozsahu spektrometru ve stiedni a
— 400 cmt blizké infradervené oblasti.

O pouze odraziva s v , . " iy .
P 9 Odraziva optika je vyhodné;Si v infraCervené oblasti a pro Sirokou ¢ast spektra nez

optika refrakéni optika.
o pro mereni
pevnkych vzork — | prg pevné vzorky pramyslové pouzivanych materiald je idealni
Véﬂéﬁa'i shora myPOKladani vzorku shora na nastavec, aby nemusely byt pilis
E éstavejc va opracovavany. Pozadovana velikost vzork odpovida nejbéznéjsim

vodorovné poloze vzorkdm v nasi laboratofi.

o obsahuje  masky
pro rizné velikosti
vzorki: masky
3/8”,5/8" a?2".

Masky pro méreni pod raznymi uhly s rznou velikosti vzorkd.




o obsahuje
referedni zrcatko
pro nastaven

optiky

Referencéni zrcatko je tfeba pro nastaveni optiky a jako reference pro méreni
odrazivosti.

© néastavec upraven
pro pouZiti ve

stavajicim

spektrometru -+

upevren na

standardni Nastavec musi byt pfipraven pro pouZziti ve stavajicim spektrometru, aby ho nebylo
podlozZce prg nutno nijak upravovat. OkamZita pouZitelnost nastavce po dodani.

prislusenstvi, ktera
se vkldda dd
vzorkového
prostoru

- Standardy odrazivosti| Standardy odrazivosti jsou potieba pro pfesné méfeni absolutni hodnoty odrazivosti.
........................... Absolutni hodnota odrazivosti je tfeba pro uréeni absolutni hodnoty emisivity.

o difuzni Zlaty
standard
odrazivosti
s kalibraci
odrazivosti
v rozsahu
vinovych délek
0,8-20 pum, pkmer
minimalng 50 mm,
obsahuje
kalibrani list
s hodnotami
odrazivosti

o difuzni standard
odrazivosti
s nominalni
odrazivosti
v rozsahu 450
S msfenim
odrazivosti
v rozsahu
vinovych délek
2,5-25 um, rozrer
minimalne 40 mm
X 25 mm, obsahujg
zpravu
s hodnotami
odrazivosti

Difusni standardy odrazivosti budou pouzity pro méfeni s integrac¢ni sférou. Rlzna
nomindlni hodnota odrazivosti standardu je potfeba pro pfesné méreni vzorkud
s rtiznou hodnotou odrazivosti.
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o difuzni

standard
odrazivosti
s nominalni
odrazivosti
v rozsahu

S msfenim

odrazivosti
v rozsahu

vinovych délek
2,5-25 ym, rozrer
minimalne 40 mm
X 25 mm, obsahujs

3%

zpravu
s hodnotami
odrazivosti

spekularni
standard
odrazivosti
s kalibraci
tabulkovymi
hodnotami
odrazivosti
v rozsahu
vinovych

nebg

délek

minimalng  2,5-13

um,

primer

minimalnt 30 mm

Instalace zézeni a

zaSkoleni na obsluhu
zaizeni v rozsahu 8 hodin

pro dva pracovniky

Manualy véeském

nebo anglickém

jazyce

Cast 2 ve fejné zakazky —

prisluSenstvim

1%

Spekularni standard bude pouzit pro méfeni s nastavcem pro spekularni odraz.

Instalace zafizeni dodavajici firmou je potfeba pro spravné uvedeni do provozu a
pro zachovani zaruky. Zaskoleni je potfeba pro dobré dlouhodobé fungovani
pFistroje a ziskavani kvalitnich vysledku.

Manualy ve srozumitelnych jazycich (Gfedni nebo mezinarodni jazyk)

Maly vlaknovy disperzni  spektrometr S

Maly vldknovy disperzni spektrometr s pfisluSenstvim je potfeba pro méfeni difuzni
odrazivosti a propustnosti ve spektralni oblasti 200 — 1100 nm. PrisluSenstvi
vlaknového spektrometru bude pouzito po Upraveé spolu se stavajicim FTIR
spektrometrem pro meéfeni v oblasti 1100 — 2500 nm. VIaknovy spektrometr

s pfisluSenstvim je mozné pouZit pro realné rozmérné predméty (napf. strojni
soucasti, polotovary), které nelze rozfezat na vzorky pro vioZeni do stolniho pfistroje.
MéFend odrazivost a propustnost bude pouzita pro uréeni emisivity a absobtivity




povrcht material(l. Dale bude méfena emise laserd a opracovavanych materiald
v pribéhu pusobeni laseru.

- dvoukanélovy
vlaknovy spektrometr Vyzadujeme vysokou efektivitu v celém rozsahu spektra pro presné

pro UV-VIS-NIR | méfeni. Proto byl zvolen dvoukanalovy spektrometr. VIaknovy
oblast spektrometr je velmi variabilni a nevyZaduje slozité nastavovani optiky.

o celkovy rozsah
vinovych délek
minimalre  200-
1100 nm,

Maximalni rozsah standardnich pfistroji. Potfebujeme co nejvétsi
rozsah spektra.

o prvni niizka
rozsah
(s efektivitou
>30%) minimali
220-550 nm, druha
miizka rozsah
(s efektivitou
>30%) minimalg
550-1100 nm, VyZadujeme vysokou efektivitu v celém rozsahu spektra pro pfesné
Maximalni mérFeni v celém rozsahu spektra. Proto byl zvolen dvoukanalovy
efektivita ~ obou| spektrometr a uvedeny rozsahy a parametry mfizek. Cocka u
miizek minimalé | detektoru zvySuije citlivost detektoru a filtry umoZnuji odstranéni
65%. rusivych signald.

o kazdy
kanal/spektrometr
obsahujecocku na
detektoru pro
zvySeni signalu a
filtr pro odstragni
vysS§ichradi

o vstupni &rbina 25
pm Definovana Sifka Stérbiny pro ziskani dostate¢ného signalu.

o spektralni rozligenf
lepsi nez 2,5 nm,
minimalni rozsah

. L y Parametry spektrometru urcujici kvalitni spektrometr s dostate¢nou rychlosti odezvy.
integra&niho ¢asu

3ms-50s
o pripojeni na

vlakno — SMA 905

konektor Definice potfebnych pfipojeni a paméti
o pripojeni ges

USB 2.0 rozhrann




do PC;
o pripojeni do si
ethernet

o slot

pantovou SD
kartu — wetr® 2

GB

o velikost

spe

pro

karty

ktrometru

maximalré 115| Maxi

mm X 70 mm X
130 mm

prislusenstvi
k viaknovému
spektrometru

malni rozméry aby byl spektrometr vhodny k pfenaseni, prakticky. Bude

pouzivan v rliznych mistnostech budovy a u laserovych technologii.

Spektrometr potfebuje pfisluSenstvi pro pIinéni pozadované funkce.

o software pro ovladan

spe

ktrometru d

zpracovani dat — mus
umozovat nasledujici:

funkce v operé&nim
systému  Windows
XP, 7)

ovladat dva kanély
metit  ze  dvou
kanali sowasre
méfeni  spektraln
intenzity,
odrazivosti a
propustnosti
pramérovani spekte
zvice nmEfeni za
sebou

zobrazovat grafy @

ukladat nrené
hodnoty  (formaty|
JCAMP-DX,

textovy  oddleny
tabulatorem  neb
strednikem)

externi spoushi
meétreni

—

—_—

D

K ovladani spektrometru je tfeba software. Jsou definovany zakladni
parametry softwaru, aby funkce spektrometru mohly byt dobfe vyuzity a

| naméfena data zpracovana. Na naSem pracovisti je pouzivan operacni systém
Windows.

=

drivery pro extern
ovlddani a sb
dat, pro operai

Ovladace pro moznost fizeni spektrometru jinym programem — pouziti ve spojeni
s laserovymi technologiemi. Na naSem pracovisti je pouzivan operaéni systém
Windows a programové prostredi Labview.

systém  Windows




(XP, 7), obsahuje
drivery pro
LabVIEW

o zdroj s¢tla s
wolframovou
zarovkou a|
deuteriovou
vybojkou,
vyrovanany vystug
ve spektralnirm
rozsahu 215-250
nm, potl@&ena D-
alfa cara u

DKvalitni zdroj svétla je zakladni prvek sestavy spektrometru. Musi byt

dostatecné intenzivni pro pouziti s integracni sférou. Spektralni rozsah
deutériové mlvj§i s'ouhlgsit S rgz§ah'evm vldknového spektrometrg a umoiho,vaF
vybojky, Zarovka g Merent navlvlnte,gracnl s_fere S ET!R s,pektrometrem az do spektralni
wybojka o vykonu oblasti méfené zlatou integracni sférou.

20-25 W
s zivotnosti

minimalné 900
hodin, SMA
konektor pro

pripojeni viakna

O integrani  sféra
pro neieni difuzni
odrazivosti pod
Uhlem dopadu 89,
rozsah 200-2500 !ntegracni sféra je nezbytné nutna pro méfeni absolutni hodnoty difuzni (rozptylené)
nm, material odr_a_zi\_/osti a propustnosti materiald. Toto méF_eni bude pouzivano pro_stanoveni
PTEE vhitni emisivity nevyleSténych povrchll (vzorkd prakticky pouzivanych materiald v

. pramyslu) za pokojoveé teploty a absorptivity material pro lasery riiznych vinovych
prumer 30_ [nm: délek. Rozsah vinovych délek a thel dopadu je standardni pro tento typ sféry.

otvor pro filoZzeni| pramar sféry je maly aby byla prakticka a méla dostate&ny vystupni signal. Pramér

vzorki prameér 6 | otvoru odpovida nagim vzorkam.

mm, SMA

konektory pro

pripojeni viaken

o 3 ks vlakno UV-
VIS, rozsah 200
1100 nm, pimer
600 um, délka 1
m, odolné proti Vldkna potfebna pro optické spojeni spektrometru, zdroje svétla a integraéni sféry

degradaci UV pro spektralni rozsah UV-VIS. Jedno nahradni vldkno navic pro pfipad poSkozeni.
zaenim,

konektory SMA,

pla¥ PVDF

o 3 ks vlakno VIS-| Viakna potiebna pro optické spojeni FTIR spektrometru, zdroje svétla a integracni
NIR, rozsah 4001 sféry pro spektralni rozsah VIS-NIR. Jedno nahradni viakno navic pro pfipad




2500 nm, pimer | poskozeni.
400 pum, délka 2
m, konektory
SMA, plag PVDF

o vldkno UV-VIS,
rozsah 300-1100
nm, pfimeér 100
pm, délka 5 m
konektory SMA

o vldkno UV-VIS, | Vlakna pro pouZziti v laserovych aplikacich.
rozsah 300-1100
nm, pamér 50
pm, délka 2 m
konektory SMA

o dvou-pasmovéa/-
kanalova vlaknova
sonda odrazivosti;
14 vlaken = 6 UV-
VIS + 6 VIS-NIR
oswtlovacich
vlaken, 1 UV-VIS
+1 VIS-NIR ¢teci
vlakna, pfiméry
vlaken 200 um
rozsahy 300-1100
nm a 400-250(
nm, plag PVDF

o drzédk pro
odrazivou sondul,
pro neieni
odrazivosti pod
Ghly 90° a 45°

Sonda pro méfeni odrazivosti s drzakem — pro prostorové naro¢né nebo tvarové
sloZité vzorky.

o integrani  sféra
pro nmereni
emisnich spekter,
rozsah  200-2000
nm, material
spektralon, vstupni Integraéni sféra pro méreni emise LED diod. Standardni rozsah spektra.
otvor piimér 9-10
mm, SMA
konektor pro
pripojeni viakna

o zdroj nagti a
fizeni pro LED,
moznost nastaver
proudu do LED

I,Napéjeni pro LED diody pfi méfeni jejich emise.




diody v rozsahy
12-50 mA
o drzak filtra pro
méfeni  transmise
vzorka do piimeru
25 mm a sily §
mm, obsahuje dv| _ ., o e e ey o g : o :
kolimacni  cocky, Drzarl]l|< l(erEpznuum ,mererlll pFfimé propustnosti s pomoci vidknového spektrometru —
rozsah 200-200)pr0 adké a rovné vzorky.
nm, SMA
konektory pro
pripojeni viaken
o 2 ks kolima&ni
¢otka s SMA
E;Bgﬁﬂ;emvlékﬁ: Kol_ima(,":nl' C¢ocky pro moznost vyuziti spektrometru v dalSich
rozsah  200-2000 aPlikacich.
nm
o 2 ks spojka vlaken
s SMA konektory
o 2 ks montazn
uchyceni prg Spojky a uchyceni pro vétsi variabilitu systemu a pfipojeni k laserovym
konec vlakng technologiim.
s SMA
konektorem
o sada difuznich
standard
odrazivosti — 4 kg
standard,
odrazivost
nominalrg 2%,
10%, 50% a 99%)
pramér minimalré | Sada difuznich standard(i pro méFeni absolutni hodnoty difuzni odrazivosti. Rizna
30 mm, s kalibracf nominalni hodnota odrazivosti standardu je potfeba pro pfesné méfeni vzork(
odrazivosti s rdznou hodnotou odrazivosti.
v rozsahu 250t
2500 nm (krok 5(Q
nm), obsahuje
kalibratni list
s hodnotami
odrazivosti
Sada spekularnich standard(l pro méfeni absolutni hodnoty spekularni odrazivosti.
standard . L R : N N .
odrazivosti | Ruozna nominalni hodnotg odrgzwostl standardu je potfeba pro pfesné méreni vzorku
s riznou hodnotou odrazivosti.




spekularni,
odrazivost

vyS§

néz 83%, pamer
minimalng 30 mm,

s kalibraci
odrazivosti
v rozsahu

250t

2500 nm, obsahuj

kalibrasni

list

s hodnotami

odrazivosti
standard
odrazivosti
spekularni,
odrazivost
nez 15%,

nizs

pkméer

minimalng 30 mm,

s daty
spektralni

odrazivosti
v rozsahu

2500 nm

Instalace zézeni a

nominaln

250t

D

zaSkoleni na obsluhu
zaizeni v rozsahu 8 hodin

pro dva pracovniky

Instalace zafizeni dodavajici firmou je potfeba pro spravné uvedeni do provozu a
pro zachovani zaruky. ZasSkoleni je potfeba pro dobré dlouhodobé fungovani
pFistroje a ziskavani kvalitnich vysledku.

Manualy véeském

nebo anglickém

jazyce

Cast 3 ve fejné zakazky —

Manualy ve srozumitelnych jazycich (Gfedni nebo mezinarodni jazyk)

téleso — s kalibraci

minimalni

Referen €ni zdroj z4 feni — vysokoteplotni €erné

rozsah

teplot 400-1500°C

Cilem projektu je méFeni emisivity material( pro povrchové teploty vzorkd v rozsahu
400-1500<C. Pro p fimé méreni emisivity je tfeba porovnavat vyzarovani vzorku

s vyzafovanim ¢erného télesa. Rozsah teplot ¢erného télesa musi odpovidat
predpokladanym rozsahum teplot vzorku.

vvvvvv

- méfeni emisivity vzork(. Rozsah vinovych délek odpovidéa oblasti vinovych délek pro
bezkontaktni méfeni teploty termovizi a pyrometry.

- emisivita minimalg
0,985 v rozsaht
vinovych délek 1,5 -
14 pm

- pramér otvoru

odpovida velikosti méFici oblasti spektrometru

minimalng 15 mm




- stabilita teploty za 1
hodinu £1°C nebg

lepsi

- presnost réreni
teploty +(0.25%
z mgtené teploty

+2°C) nebo lepsi
- uniformita/homogenitg Stabilita, pfesnost méFeni a uniformita teploty ovliviiuji pfesnost/chybu méfeni
teploty v kavit +2°C | emisivity. Uvedené hodnoty jsou dostatec¢né pro pozadovanou pfesnost méfeni.
(nebo lepsi
v prostedni oblasti @
praméru 15 mm, nebg
+1°C (nebo lepSi
v prostedni oblasti @
praméru 8 mm

- doba natevu
z pokojové teploty
nebo minimalni| Rychlost nahfevu je ddleZita pro prakti¢nost pouziti &erného télesa. Rychlost

teploty  €lesa na nahrevu ovliviiuje celkovy ¢as pro méfeni emisivity. Dlouha doba ohfevu neni
1500°C maximalé 90 | ekonomicky vyhodna.
minut

- elektronické fizeni,
pripravené ke
vzdalenému  fizeni
z paitace pes USB
nebo RS232; saasti| _
dodavky musi byt Cerné téleso bude soucasti automatizovaného systému méfeni
knihovna umotujici | emisivity, ktery bude ovladan programem v jazyku C++.
zadavat acist teplotu
¢erného &lesa pomoc
piikazi v programu
C++

- maximalni  rozniry

pece 550 mm x 70.30mezeny prostor v experimentalnim uspofadani FTIR metody méreni
mm x 600 mm;

maximalni hmotnost emisivity vyZaduje uvedené maximalni rozméry pece. Uvedena
35 kg maximalni hmotnost zajiStuje jednoduchou manipulaci.

V pFipadé ¢erného télesa s vakuovym systémem je na vystupu z ¢erného télesa
umisténo optické okénko uzavirajici vakuovy systém. Toto okénko je nevhodné pro
"""""""""""""" dané experimentalni uspofadani metody.

- ukazatel teploty -+ Pfesnost nastavené teploty ovliviiuje pfesnost méfené emisivity. Uvedené hodnoty
rozliSeni 1°C, nebo jsou dostate¢né pro pozadovanou presnost méreni.




provedeni kalibrace
(certifikéat) dodavaného
cerného &lesa — kalibrace

musi obsahovat vSechny

nasledujici polozky
o kalibrace teploty: prd
teploty 400, 700, 900,

1200 a 1500°C
= pyrometrem
s citlivosti na

vinové délce 1 um

(nebo rozsah az 0,8-

1,1 pm)
= pyrometrem
s citlivosti na
vinovych  délkach
3-5 pm (nebo 3,9
Hm)
= pyrometrem
s citlivosti na
vinovych  délkach
8-12 um (nebo af
8-14 um)
o pro teploty 500, 700,
900, 1200 a 1500°Q,
pyrometrem s citlivostj
na libovolné vinové
délce  (délkach) z
rozsahu 0,8-1,6 um:
= rozloZeni teploty na

horizontélni a
vertikalni ose
otvoru ¢erného
télesa (s uvedenim
meficiho spotu
pyrometru)

= stabilita teploty po
dobu 30 minut (ve
sttedu otvoru) —

Zaznam teplot
uveden v grafu
tabulce nebg

textovém souboru

Kalibrace ¢erného télesa je zakladem pro stanoveni emisivity dodavaného
¢erného télesa, ktera je potfebna pro vypocteni absolutni emisivity vzorku.
Teploty byly vybrany, aby pokryly rovnomérné cely rozsah teplot télesa. Vinové
délky kalibraénich pyrometra byly vybrany podle standardné dostupnych
pyrometra v kalibra¢nich laboratofich. RozlozZeni teplot a ¢asova stabilita jsou
ddlezité parametry pro stanoveni nepfesnosti méfeni.

Instalace zézeni a

zaskoleni na obsluhu Instalace zafizeni dodavajici firmou je potfeba pro spravné uvedeni do provozu a
zaizeni v rozsahu 8 hodin pro zachovani zaruky. Zaskolenf je potfeba pro dobré dlouhodobé fungovani
pro dva pracovniky pristroje a ziskavani kvalitnich vysledkd.




Cast 4 ve fejné zakazky —

Manual véeském
nebo anglickém
jazyce

diodovy
S napojenim
optického vldkna

o kontinudlni laser s

maximalnim
vykonem

minimalnt 300W

kontinualniho
modulovaného

Manual ve srozumitelnych jazycich (Gfedni nebo mezinarodni jazyk)

Laser pro oh fev vzork G s pFisluSenstvim

laser|

dg

Laser bude pouzit pro ohfev vzorkl do vysokych teplot. Diodovy laser je jeden

) z nejlevnéjSich laserd pro dany vykon a ma z principu vysokou G¢innost.

S napojenim do vlakna je tento laser velmi flexibilni a dobfe Ize pfivést jeho svazek
ke skenovaci hlavé.

o vlnova délka
Vv rozmezi 940-
1000 nm

o kvalita svazku
BPP (Beam
Parameter
Product)
maximalré 22
mm-mrad

O moznost

moédu s frekvenc

az 1 kHz

o stabilita
+2% nebo lepsi

vykonu

o celkova @innost

laseru
20%

o souwdasti laseru
trasovaci laser

minimala

j€

D

Kontinualni laser umoznuje plynulejSi ohfev nez pulzni laser. Uvedeny vykon je
potfebny pro ohfev vzorkl na vysoké teploty.

Standardni vinova délka diodovych lasert s vysokou G€innosti — 980nm .

Dostate¢nd kvalita pro pfenos 200 pm tlustym viaknem.

Potfeba kontinualné ohfivat obrazce na vzorku vytvofené skenovaci hlavou a mezi
obrazci neohfivat. Bude se pouzivat rychlé skenovani, proto zmény az 1 kHz.

Potfeba stabilni vykon pro ohfev vzorku na konstantni teplotu.

Chceme kvalitni laser.

A

Trasovaci laser je potfeba pro nastaveni optiky a obrazcu pro ohfev vzorku.




O moznost
analogového g
digitalniho fizeni
laseru

o

souasti
budou
nezbytné kabely

laser gipraven pro
pripojeni

k chladicimu
okruhu s médiem
voda (obyejnd) o
teplot 16°C.

prislusenstvi
k diodovému laseru

laser
tvori
funkéni systém, ktery
dale
nasledujici podminky|

; S - . Y R v
Rizné moznosti fidit laser je potfeba pro rdzné pristupy k fizeni, nez bude zvolen
finalni.

dodavky
veskeré

¥ Chceme kompletni dodavku.

La

ser bude pfipojen na v budoucnu v budové instalovany chladici okruh s médiem

voda (obycejnd) o teploté 16<T.

laser potfebuje pro ohfev vzorku dalSi pFislusenstvi

a pisluSenstvi
kompletni  al

sphuje

optické

komponenty mus
byt urené pro
vinovou délku a
maximalni vykon
laseru

souwasti dodavky

bude software @ chceme kompletni systém, ktery bude piné funkéni bez dalsich

fidici karta vetns
napajeni

skenovaci hlavy a

v8ech kabdl pro
fizeni skenovac
hlavy

souwasti dodavky
musi byt drzak
(optickd  lavice)
pro uchyceni
sestavy
prisluSenstvi,
ktery zargi
nejvhodrjsi
optickou cestu pr¢
svazek uvedenym

Uprav. OEM verze s drzakem je potfeba pro umoznéni zabudovani
laseroveho systému do systému se spektrometrem. PfisluSenstvi
nesmi byt pfilis téZké aby bylo moZzno ho pfesné nastavit do

[ Spravné pozice.

optickymi prvky




o optické vlakno
(maze byt i pevnoy
souasti laseru)

o skenovaci hlava
vstupni apertura

systém bude v
form¢ OEM -
S moznosti
integrace opticke
lavice (drzéku) na
pramyslového
robota neba
pozini zdizeni
drzak (optické&
lavice) bude
z hlinikove slitiny
a bude mit v sab
Ctyfi montéazni
otvory se ZzAavity
M8 pro jeho
uchyceni
maximalni
hmotnost
prisluSenstvi
(skenovaci hlava,
optické  vlakno,
optika, konektory,
...) véetré drzaku
- 18 kg

1%

pramer 200

pm Optické vlakno je potfeba pro vedeni laserového svazku od laseru do skenovaci
NA hlavy. Uvedené parametry jsou standardni pro pouZziti s diodovymi lasery
(Numerical s uvedenym vykonem.

Aperture) 0,2-
0,22
délka 5-10 m

pramér minimalré 25
mm

ohniskova vzdalenos
254 mm

pracovni oblast

minimalne 110 mm X
110 mm

pramer laseroveha
svazku v  ohnisky
1+0,2 mm

rychlost pohybu
svazku minimala 4
m/s (possitioning

speed)

tSkenovaci hlava je potfebna pro rozmitani svazku po povrchu vzorku po
presné definovanych drahach. Pomoci skenovaci hlavy miZzeme po
optimalizaci ziskat pro riizné tvary vzork(h homogenni teplotni pole na jejich
povrchu. Homogenni teplota povrchu je zakladnim pfedpokladem dobrého
mérfeni emisivity naSi metodou. Diodovy laser po zaostfeni do ohniska
vytvofi témeérf homogenni pole hustoty vykonu, které je vhodné pro
homogenni ohfev vzorku. Velikost laserového spotu 1 mm je vhodnd pro
ohrev vzork( o velikosti 10-30 mm.




o fidici software pro
skenovani

maximalni  zpoz&ni

paprsku 0,55 ms

opakovatelnost polohy

<22 purad
napojeni optického
vlakna do skenovagi
hlavy pomoci
konektoru

software  mus
byt v ceském
jazyce;
software mus
umoziovat
zadat vzor prg
skenovani  ve
formé vektor;
software  mus
umoziovat
import obrazd
ve vektorovych
formatech (*.plt,
* dxf, *.cmx,
*.sv(Q, * ai,
* txt);

Ridici software v e&tiné je nezbytny pro pfesné zadani parametr(i ohfevu a jeho
provedeni. Pfimé zadani je nezbytné pro manualni nastaveni vzorkd. Pfenos dat
z raznych grafickych prostfedi je nezbytny pro pfenos predlohy z jinych grafickych
prostiedi do fidiciho software, napf. po vypoctu pro novy typ vzorkd.

o fidici karta
musf byt uvnit PC: PCI-Express, aby byla pouzitelna v nejnovéjsSich PC. Pfimé ovladani fidici karty

PCI-Express,

podpora opegaich
systéni  Windows

Ridici karta musi podporovat aktuélné pouZivané operaéni systémy a rozhranni

volanim funkci z vyvojového prostredi jazyka C++ je nezbytné pro vyvoj a
nasazeni automatizace procesu méfeni emisivity. 20-bitové rozliSeni pozice je
Ucelné pro presné fizeni skenovaci hlavy pfi vysokych skenovacich rychlostech
vyuZivanych pro homogenni ohfev vzorki v nasi metodé méfeni emisivity.

XP [ Vista /7 (321 Rizeni laseru je standardné realizovano pomoci jeho analogovych a digitalnich

64 bit),

vstupl. Moznost fizeni dalSich zafizeni - krokového motoru a znaceni za letu je

musi  umo#ovat vhodné pro posuv vzorku a jeho souéasny ohfev
ovladani karty
pifimym  volanim

funkci
programovaciho
jazyka C++,

z

musi pracovat s 20-
bit rozliSenim

pozice

musi  umo#ovat
fidit laser pomoci
analogovych/digital
nich vstug laseru:
musi  umo#ovat

zadat délku

a

frekvenci puls




laseru, vykon
laseru, spushi
laseru a fidit
vSechny dalSi

digitalni vstupy a
vystupy laseru.

musi byt schopn&
fidit dalSi gidavna
zaizeni  (moznost
rozsieni) — signély
pro krokovy motor
(1 osa), znéeni za

letu.

Instalace zézeni a
zaSkoleni na obsluhu

zaizeni v rozsahu 8 hodin

pro dva pracovniky

- Manualy véeském

nebo anglickém
jazyce

Cast 5 ve fejné zakazky —

prisluSenstvim

- metalograficka
rozbruSovaci pila -
musi umo#ovat:

o déleni material
raznymi typy
kotowt prameri
od 75mm dg
200mm a od

tlou&’ky 0,15mm

o pouziti
kotowtt

optimalizovanych
cktleni

kow,
nezeleznych kav
a anorganickych

pro
Zeleznych

materiat.

cklicich

Instalace zafizeni dodavajici firmou je potfeba pro spravné uvedeni do provozu a
pro zachovani zaruky. ZasSkoleni je potfeba pro dobré dlouhodobé fungovani
pFistroje a ziskavani kvalitnich vysledku.

Manualy ve srozumitelnych jazycich (Gfedni nebo mezinarodni jazyk)

P fesnd metalografickd rozbruSovaci pila s

Délici kotou€e od 75 mm do 200 mm patfi k prdmyslovému standardu. Pro minimalni
profez materiélu je preferovana tloustka kotou€u od 0,15 mm. Tento pozadavek je
definovan s ohledem na zvySeni Uspory experimentalniho materialu.

Je prokazano, ze optimalizaci parametr(i délicich kotou€l Ize dosdhnout jakostnich
vysledkul pfi zachovani vysoké produktivity déleni. Z téchto divodl poZzadujeme, aby
zafizeni umoznovalo praci s riznymi typy délicich kotoucl optimalizovanych pro
déleni zeleznych a nezeleznych kovl a anorganickych materiald.




o dgleni rot&né

symetrickych . , L , - v , . o
vZorkﬁ o y — Pro védecko-vyzkumné prace predpokladame pouZiti vzorkd typu kulatiny o praméru
- prume cca 70 mm. Délici zafizeni musi mit kapacitu pro zpracovani téchto polotovara.
az 70mm
o déleni vzorki

nepravidelnych

(obecnych) tvar o
rozmérech az 50 X
160mm

Pro védecko-vyzkumné prace predpokladame pouZziti vzorkd typu plechu o
rozmeérech 50 x 160 mm Délici zafizeni musi mit kapacitu pro zpracovani téchto
polotovard.

o nastaveni rychlosti

fezu minimal@ v | Tento parametr umoZziuje plynule ménit fezné podminky. Pro Fezani extrémné
rozsahu 0,005 aptvrdych materidld poZadujeme rychlost déleni 0,005 mm/sec nebo nizsi. Pro snadno
3mm/sec délitelné polotovary pak rychlost déleni 3 mm/sec a vice.

O nastaveni otk

kotouwte

minimalng V | Tento parametr umoZniuje plynule ménit fezné podminky. Plynula zména otacek
rozsahu 300-5000délici pily v tomto rozsahu patfi mezi standardni parametry.

ot./min

o oscilaini  pohyb
kotouwe za rotace

pro fezani| Oscilaéni pohyb kotouce za rotace napomaha kvalité a produktivité fezani materiall
materiali  vysoké| vysoké tvrdosti. Jeho vyuZiti se planuje pro déleni téchto materiald.
tvrdosti

o vakuové upnut

vzorki RozbruSovaci pila musi umoZfiovat vakuové upnuti vzorkd a to z divodd moznosti

shadno upnout tenké, ¢i jinak obtizné upnutelné vzorky.

o indikaci tezného

odporu Bhem| Z pohledu védecko-vyzkumnych aktivit je informace o fezném odporu vyznamna.
automatického Umozni vytvorit predstavu o materidlové-technologickém chovani déleného
dgleni materiald.

o ukladani a znovur

nacteni Pro produktivni praci vyZzadujeme, aby délici zafizeni obsahovalo databanku

programovych parametru déleni. Jejich ukladani a znovu-nadteni vyznamné urychli proces

parametii fezaciho| optimalizace feznych podminek pro standardni i nestandardni materialy resp.
procesu polotovary.

o transparentni kryt
a osvtleni pro
moznost

Proces déleni bude vizualné kontrolovan. Z tohoto diivodu je nutné, aby zafizeni
obsahovalo transparentni kryt a osvétleni.




pozorovani
procesu

O vnittni  uzaveny
okruh  chlazeni
pouZziti procesnich
kapalin Ehem
déleni

Pouziti procesnich kapalin napoméha produktivnimu déleni vSech typl materiald.
Jejich vnitfni cirkulace, tj. uzavieny vnitfni okruh chlazeni, je efektivni z pohledu
velikosti zastavéné plochy pristrojem.

O pripojeni  externi
jednotky pro
filtraci  procesni
kapaliny

Z duvodu moznosti rozsifeni filtrace procesni kapaliny pozadujeme, aby zafizeni
umoznovalo pfipojit externi filtraci.

O presné
planparalelni
déleni s pesnosti
polohovani 5 pm

Pro pfipravu vzork( pro mikroskopické pozorovani se predpoklada déleni materialu i
na tuto tloustku. Zafizeni musi tento proces umoznit.

o automatickou

optimalizaci . e e . . . oo
. " Pozadujeme, aby délici zafizeni umozfiovalo zmeénu rychlosti rotace déliciho
rychlosti fezu| " <kladé hod q d&lent M oni iakostn| fez | & .
behem dlent otouce na zakladé hodnoty odporu déleni. Toto Fizeni umozni jakostni fez i Spatné
© délitelnych materiald.
vzorku

o zajiseni
bezpeénosti
provozu
prerusenim
procesu dleni [i
oteveni krytu,| Standardni bezpeénosti prvek piesnych metalografickych rozbruSovacich pil chranici
popxipads obsluhu pred zranénim.
blokovanim
oteweni krytu
béhem procesu
déleni

o pila musi byt
dodana s nutnymii
procesnimi
kapalinami pro
béZny provoz

Procesni kapaliny jsou nutné pro bézny provoz.

- prislusenstvi (minimalni):

o Rychloupinaci
zaizeni pro dleni | Rychloupinaci skli€idlo je nutné pro praci s rdznymi typy material(i / tvary polotovard.
vzorki




- Skolent,

o
o

Cast 6 ve fejné zakazky - Termovizni kamerovy systém pro stacionarni aplika

Optimalizovany

upina malych
vzorki a vzorki
s nepravidelnym

tvarem

Predpoklada se prace s malymi vzorky. Z téchto divodd vyzadujeme tento typ
upinani.

Upina rotacneé
symetrickych
vzorki
univerzalni
sklicidlo

typu

Vyzadujeme upinani rotacné symetrickych polotovarQ univerzalnim skli¢idlem, které
se pramyslové etablovalo jako vhodny nastroj pro tento typ polotovard.

Upina vzorki
S presnym
nastavenim
rezu.

Uhll VyZadujeme upina¢ umoznujici déleni vzorkl pod definovanym ahlem.

D¢lici kotowse pro
déleni  Zeleznych
kovi, neZeleznych
kovi a
anorganickych
materiat

kazdého

minimalrg 5Ks

od

Jako soucast dodavky déliciho zafizeni vyzadujeme spotfebni material — zminéné
délici kotouce. Tento spotfebni material bude slouzit pro prvotni testy zafizeni.

instalace zézeni

Skoleni na obsluhu

zaizeni a pipravu
vzorkl v rozsahu
minimalrg 8 hodin
po uplynuti 2-3
mésicni  zkuSebni
doby dalsi

jednodenni Skoleni

obsluhy
manual
jazyce

weském

podpora &
servis — nabidka mug
obsahovat

Instalace zafizeni dodavajici firmou je potfeba pro spravné uvedeni do provozu a
pro zachovani zaruky. ZasSkoleni je potfeba pro dobré dlouhodobé fungovani
pristroje a ziskavani kvalitnich vysledki.

ce




Termovizni kamero

vy systém (bez displeje a ovladacich prvkii):

Minimalni rozliSeni
detektoru 640x480
pixela

Pro ziskani kvalitniho prostorového rozliSeni IR obrazu - dostate¢ny
pocet pixeld na 1 mm IR obrazu

Teplotni citlivost za
pokojové teploty
maximalre 50 mK

Dostate¢na citlivost pro reakci detektoru (zmé&na namérené teploty) pfi
zméné teploty méfeného objektu

Minimalni presnost
+2°C nebo +2%
meéiené hodnoty

DostateCna presnost méreni teploty

Spektrélni rozsah 8
az 13 um, tolerance
horni a spodni meze
+1,5um

Rozsah vinovych délek srovnatelny se stavajicimi IR kamerami na
pracovisti (moznost pouZiti stejnych hodnot emisivit materialt)

Minimalni teplotni
rozsah -20 az
2000°C, moznost
rozcklit maximalns
do ti teplotnich
podrozsah

Teplotni rozsah odpovidajici experimentiim provadénym na pracovisti
— od pokojovych teplot do velmi vysokych teplot (az 2000C) p i
méreni optickych vlastnosti poviakd do vysokych teplot

Minimalni rozsah
pracovni teploty 10
az +50°C

Moznost pouziti IR kamery pfi béznych teplotach.

Maximalni hmotnost
véetns standardniho
objektivu 1,5 kg

MoZnost upevnéni kamery na stativ, stojan nebo tycku

Maximalni rozngry
kamery ¢etne
standardniho
objektivu 250 x 100
X 120 mm

Povoleny rozsah
sitového napajeni 1(

Maximalni rozméry IR kamery pro za¢lenéni do méficiho systému

D MozZnost napjeni IR kamery standardnim zdrojem elektrického napéti

az 30v DC




Minimalni odolnost
proti vibracim 2 g
minimalni odolnost
proti rdzim 20 g

MoZznost nastaveni
parametit afizeni
zadznamu zidiciho
potitace

Spoustni a vypinani
zaznamu externim
signalem

Maximalni
vzorkovaci
frekvence zaznamu
sekvence pinych
radiometrickych
obraz (termogrand)
S maximalnim
rozliSenim
(minimalns 640x480
pixeld) pro alespo 1
typ pripojeni
minimalné 50 Hz
(pripojeni k pa@itaci
nebo FTP serveru)

Zpusoby gipojeni
k pacitaci - ethernet
a IEEE1394 nebo
USB komunikace

Minimaln¢ 1
digitalni vstup a 1
digitalni vystup
MozZnost zdznamu

sekvence plného
radiometrického

Odolnost proti pfipadnym vibracim a razam

Ovladani kamery pomoci fidiciho pocitace

Moznost synchronizace s jinym méficim zafizenim

Dostate¢na rychlost snimani a ukladani IR obrazt do PC pfi
zachovani vysokého prostorového rozliseni — snimani rychlych déja

PFipojeni k pocitaci pfes standardni rozhrani méficiho pocitace

Moznost ovladani kamery digitalnim vstupem a fizeni jiného zafizeni
digitalnim vystupem

Moznost zvySeni vzorkovaci frekvence zaznamu IR obraz do PC na
ukor rozliSeni snimaného obrazu — pro méfeni velmi rychlych déjl




obrazu do PC s vys3
vzorkovaci frekvenc
pii niz§im rozliSeni
snimaného obrazu

—_—

Manual ke kamie
v ¢eském nebo
anglickém jazyce

Manual ve srozumitelnych jazycich (Gfedni nebo mezinarodni jazyk)

Uzpasobeni pro
montaz na stativ

Moznost uchyceni IR kamery na stativ nebo jiny achyt

Transportni kufr

UloZeni kamery v pevném ochranném obalu pro transport

Kalibra¢ni certifikat

Certifikat o provedenych kalibra¢nich méfenich — doklad, Ze kamera
dosahuje poZadovanych pfesnosti

Software pro Fizeni termovizniho systému a zpracovani termovizniho

zaznamu:

Minimalni patet
licenci 3

Licence pro 3 uZivatele — jedna pro pracovisté spektrometru, zbylé dvé
pro vyvoj novych metod a vyhodnocovani méreni

Jazyk softwaru
cesky nebo anglicky

Software ve srozumitelnych jazycich (Ufedni nebo mezinarodni jazyk)

Manual k softwaru
v ¢eském nebo
anglickém jazyce

Manual ve srozumitelnych jazycich (Gfedni nebo mezinarodni jazyk)

Kompatibilita
softwaru s
oper&nimi systemy
Windows XP 32-
bita, Windows 7 32-
bitt a 64-bifi

Kompatibilita s opera&nimi systémy pouzivanymi na pracovisti

Software v soucinnosti s kamerou (online méd):

Nastaveni paraméir
méieni: emisivita
(0,01 - 1,00;
minimalni krok

Moznost nastavit parametry pro pfesné méfeni teploty




0,01), teplota
odrazend, teplota
atmosféry,
propustnost
atmosféry, teplota a
propustnost externi
optiky

Ovladani kamery

z tidiciho paitace —
spuséni a vypinani
zaznamu sekvence,
volba frekvence
zadznamu (maximaln
vzorkovaci
frekvence kamery a
jeji nasobky (v~ f;
Yaf; ..)

Manualni a
automaticky fokus

Moznost gepinani
teplotnich
podrozsah kamery

VloZeni bodovych,
¢arovych a plosnych
analyzovanych
oblasti AOI
(kruhovych,
obdélnikovych,
nepravidelnych) na
obrazovku poitace,
minimalre 50

Kazdé analyzované
oblasti AOI moznost
nastavit emisivitu
nebo pouzit matici
emisivit ziskanou ib
konstantni teplat
vSech bod obrazu

i MoZnost ovladani kamery a nastaveni frekvence zaznamu z fidiciho
pocitaCe v zavislosti na provadéném experimentu

Zaostfeni kamery na méfeny objekt, automaticky fokus pro rychlé a
jednoduché zaostieni, manualni fokus pro doostfeni a preostfeni na
detail

V pripadé, Ze je teplotni rozsah kamery rozdélen na podrozsahy, je
nutné mit moznost se mezi nimi prepinat — pro rizné experimenty jsou
vhodné rlizné podrozsahy

Vymezeni oblasti, kde bude méfena teplota. V zavislosti na
provadéném experimentu je potfeba méfit teplotu na méfenych
objektech riznych tvar(, tj. je potfeba pfizpisobit tvarové i viozené
analyzy

Rzné oblasti méfeného objektu mohou mit rizné povrchové
vlastnosti, tj. i emisivity. Pro pfesné méreni teplot je potfeba mit
moznost emisivitu zménit.




Moznost nastavit
barvu popisu a
ohranteni
vioZenych
analyzovanych
oblasti AOI

Dobra viditelnost ohrani€eni vloZzenych analyzovanych oblasti AOI a
jejich popisu

Paralelni zobrazeni
aktualnichciselnych
hodnot maximalni,
minimalni a
primérné teploty
jednotlivych
vloZenych
analyzovanych
oblasti a moznost
jejich exportu do
ASCII neboxls
souboru

Zobrazeni aktualnich hodnot maximalni, minimalni a prGmérné teploty
jednotlivych vloZzenych analyzovanych oblasti v prabéhu méfeni —
kontrola pribéhu experimentu (napf. ohfevu vzorku), zaznam téchto
hodnot do souboru pro dokumentaci provedeného experimentu

Grafické zobrazeni
caroveho teplotniho
profilu

Kontrola rozlozeni teplot na vzorku — napf. teplotni homogenita vzorku
ve vodorovném a svislém sméru

On-line zobrazovani
plného
radiometrického
obrazu a hodnot
(teplot) AOI na
obrazovce péitace
pii zdznamu

s frekvenci nizsi
1Hz

nez

Moznost sledovat vyvoj teplotniho pole méfeného objektu pfi zaznamu
sekvence — bezpecnost experimentu, moznost ovlivnit experiment

Moznost vyslani
signalu naizeni
jiného z&izeni nebo
jinému softwaru na
zaklad vyhodnoceni
logické operace
(nap. pameérna
teplota utité
analyzované oblasti
vysSi nez 50°C)

Rizeni jiného zafizeni signalem vzniklym na zéakladé vyhodnoceni
logické operace na analyzované oblasti — napf. vypnuti laseru pfi
dosazeni poZzadované teploty vzorku nebo fizeni vykonu laseru pro
udrZeni konstantni teploty vzorku




Externi komunikace
se softwarem (nd&p
OLE)

Moznost pfedavat hodnoty teplot nebo vysledky logickych operaci
jinému programu pro automatizaci procesu

Po pofFizeni termogramii nebo jejich sekvence (offline méd):

Moznost zrénit
parametry, které Ize
nastavit ped
parizenim plnych
radiometrickych
obrazi nebo jejich
sekvence (emisivita
(0,01 - 1,00;
minimalni krok
0,01), teplota
odrazend, teplota
atmosféry,
propustnost
atmosféry, teplota a
propustnost externi

optiky)

Vkladani bodovych,
carovych a plosnych
analyzovanych
oblasti AOI
(kruhovych,
obdélnikovych,
nepravidelnych),
minimalné 50 na
jeden snimek

Kazdé analyzované
oblasti AOI moznost
nastavit emisivitu
nebo pouzit matici
emisivit ziskanou i
konstantni teplat
vSech bod obrazu

Moznost nastavit
barvu popisu a
ohranteni
vioZenych
analyzovanych

Moznost nastavit spravné parametry méfeni, pokud byly pfi pofizovani
plnych radiometrickych obrazu nastaveny nespravné

Vymezeni oblasti, kde bude analyzovana teplota. V zavislosti na
provadéném experimentu je potfeba analyzovat teplotu na méfenych
objektech riznych tvar(, tj. je potfeba pfizpUsobit tvarové i viozené
analyzy

RUzné oblasti analyzovaného objektu mohou mit rizné povrchové
vlastnosti, tj. i emisivity. Pro pfesné vyhodnoceni teplot je potfeba mit
moznost emisivitu zménit.

Dobra viditelnost ohranieni vloZzenych analyzovanych oblasti AOI a
jejich popisu




oblasti AOI

Hromadné ulozZeni a
oteweni (n&teni)

analyzovanych Zachovani pozice a parametrt analyzovanych oblasti pro opakované
oblasti AOI a jejich | vyhodnoceni.
nastaveni

Vypocet emisivity ze
znamé teploty pro
jednotlivé vlozené
analyzované oblasti| Stanoveni pasmové emisivity povrchu méreného objektu
AOI (bodové carovée
i plosné)

Paralelni zobrazeni
aktualnichciselnych
hodnot maximalni,
minimalni a
primérné teploty
jednotlivych
vioZzenych
analyzovanych
oblasti a moznost
jejich exportu do
ASCI neboxls
souboru

Zobrazeni aktualnich hodnot maximalni, minimalni a prGmérné teploty
jednotlivych vloZzenych analyzovanych oblasti — prfehlednost teplot
analyzovanych oblasti a zaznam hodnot do souboru pro externi
zpracovani dat

Grafické zobrazeni
carového teplotniho| Analyza rozlozeni teplot arového teplotniho profilu na vzorku — napf.
profilu teplotni homogenita vzorku ve vodorovném a svislém sméru

Pro vloZzené plosné a
Carové analyzy
export néiené
teploty, vysledk a
nastaveni
analyzovanych
oblasti v uéitém
¢ase do xlIs nebo
ASCII souboru

Export dat do souboru pro dalsi zpracovani

- Export dat (teplot)
z celého termogram

JExport dat do souboru pro dalSi zpracovani




do ASCII nebads
souboru

Kazdému
termogramu musi
byt pritazen
jednoznény ¢asovy

Udaj, ktery je mozné
v softwaru zobrazit &

je soutasti exportu
dat (teplot)

Uzanteni teplotni
palety, teplotni
stupnice, parametr
meéteni (emisivita,
teplota odrazena,
teplota atmosféry,
propustnost

atmosfeéry, teplota a
propustnost externi

optiky) a z¥tSeni
obrazu pro fechod
mezi jednotlivymi
termogramy

Automatické a rani
nastaveni teplotni
Skaly podle
minimalni a
maximalni teploty

MozZnost odéteni
dvou termograrin

Export sekvence
termogrand do
formétuavi

Export termogramu
do souborypg nebo
bmp

Jednoznacnost ¢asového udaje kazdého termogramu je nutna pro
vytvoreni ¢asového pribéhu teplot (napf. Casovy prabéh primérné
| teploty AOI)

Zafixovani teplotni palety, teplotni stupnice, parametri méfeni a
zvétSeni obrazu pro pfechod mezi jednotlivymi termogramy pfi analyze
sekvence termogram

Moznost nastavit teplotu na teplotni Skale automaticky podle
maximalni a minimalni teploty na obraze nebo ru¢né nastavit
minimalni a maximalni teplotu pro zobrazeni detailu teplotniho pole
dané ¢éasti obrazu

Moznost zvolit referen¢ni snimek a odecist od ného ostatni snimky —
odecteni negativnich vlivi okolniho prostfedi

Moznost exportu sekvence termogramu do videosekvence pro
prezentacni Gcely.

Moznost exportu termogramu do obrazku formatu jpg nebo bmp, které
jsou zobrazitelné béZznymi prohlizedi, Ize je prezentovat a vkladat do

publikaci




Externi komunikace
se softwarem (n&p | MoZnost pfedavat hodnoty teplot nebo vysledky logickych operaci
OLE) jinému programu (napf. pfi testovani automatizace procesu...)

Piislusenstvi - vyménné objektivy:

Standardni objektiv
— horizontélni Ghel

HEOV 20 a7 30° Objektiv pro standardni pofizovani IR snimka.

- Teleobjektiv 10-15°
— horizontalni uhel
HFOV 10 az 15°

Objektiv pro pohled na vzorek z dalky pfi jiném usporadani.

JUDr. Daniel Volopich
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